EVIDENT

Defektoskop OmniScan™ X3
Jistota, kterou vidite

Skvély obraz a promyslené navrzeny software - standard prenosné technologie
phased array je nyni jesté lepsi. Viykonné nové nastroje pro kontrolu svard,
vCetné zobrazeni technikou UpIné fokusace (TFM) ziskaného snimanim Uplnou
matici (FMC) umoznuji provést praci rychle a vady interpretovat s jistotou.

Optimalizujte vysledky TFM pfed zahajenim kontroly pomoci nastroje
AIM - mapy akustickych vlivd. Tento nastroj poskytuje vizudlni mapu Ucinkd
TFM fokusace na zakladé vaSeho rezimu a nastaveni.

Ovérujte nalezité pokryti svaru pomoci vizualizace vice skupin.

Charakterizujte velké indikace, jako je studeny spoj, pfi mensim poctu
opakovanych skend pouzitim rozsifeného 800% rozsahu vysky amplitudy.

Nactenim QR kédu se dozvite vice
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